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и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 118 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Исследование процесса переключения диодных структур низковольтных диодов с эпитаксиальной базовой
областью
Vaher, G.; Velmre, Enn; Lumi, J.; Tarma, Mati; Udal, Andres Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 13-17
https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Исследование прямой ВАХ мощных диодов с узкой базовой областью
Vaher, G.; Velmre, Enn; Tarma, Mati Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 9-12
https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Исследование прямой ветви вольтамперной характеристики эпитаксиальных и диффузионных
электросварочных диодов
Vaher, G.; Velmre, Enn; Mäe, T.; Freidin, Boris Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 7-15
https://www.ester.ee/record=b1264428*est

Исследование устойчивости установившегося режима в системе с широтно-импульсной модуляцией второго
рода
Velmre, Enn Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 12 1974 / с. 51-62 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190668*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/57b94a1f-6879-4443-b6f2-322fd7e53d89

Исследование эффективности численных алгоритмов моделирования силовых полупроводниковых структур в
проводящем состоянии
Velmre, Enn; Udal, Andres; Freidin, Boris Электронное моделирование = Electronic modeling : международный научно-
теоретический журнал 1981 / c. 85-88 https://www.ester.ee/record=b1291241*est

К вопросу об эффективной длине диффузии носителей заряда в условиях перепоглощения рекомбинационного
излучения
Velmre, Enn Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства
радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 32-33
https://www.ester.ee/record=b1310801*est
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К расчету максимального напряжения переключения p-n-p-n-структуры
Velmre, Enn; Rang, Toomas Анализ и моделирование технических устройств и систем АСУТП 1977 / с. 121-126

К расчету некоторых параметров процесса лавинного размножения носителей в резких кремниевых p-n-
переходах
Vaher, G.; Velmre, Enn Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов :
сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 89-96
https://www.ester.ee/record=b1273235*est

К расчету отпирающего тока управления p-n-p-n-структуры
Nurste, Ivar; Velmre, Enn Анализ и моделирование технических устройств и систем АСУТП 1977 / с. 127-133

Лавинное размножение носителей в кремниевых арсенид-галлиевых и фосфидиндиевых дополнительных PN-
переходах
Rang, Toomas; Velmre, Enn Расчет и проектирование систем технической кибернетики 1984 / с. 3-13

Лавинное размножение носителей заряда в дополнительных р-п-переходах
Velmre, Enn Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 3-14

Моделирование технологического процесса кремниевых силовых полупроводниковых приборов на ЭВМ
Rang, Toomas; Velmre, Enn Синтез и диагностика цифровых устройств и систем 1982 / с. 107-112

Неизотермическая динамическая прямая ветвь вольт-амперной характеристики силовых арсенид-галлиевых
диодов
Aškinazi, German; Velmre, Enn; Logussov, A.; Timofejev, V.; Freidin, Boris; Šumilin, V. Eesti NSV Teaduste Akadeemia
toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of
Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics 1984 / с. 48-56 https://www.ester.ee/record=b1264310*est

О влиянии оже-рекомбинации на прямую ветвь вольтамперной характеристики силового полупроводникого
диода
Velmre, Enn; Dorodnev, V. Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 13 1975 / с. 85-91 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190710*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ffbd63ed-06d6-4bbb-9468-118f743cc87f

О влиянии электронно-упрочного рассеяния на коэффициент передачи лико микроэлектронного биполярного
транзистора
Velmre, Enn; Udal, Andres Математическое моделирование физических процессов в полупроводниках и полупроводниковых
приборах : тезисы докладов II всесоюзного совещания (г. Ярославль, сентябрь 1988 г.) 1988 / с. 40

О развитии научно-исследовательского направления "Приборы и устройства силовой полупроводниковой
электроники"
Velmre, Enn Развитие научных исследований в области технических наук в Эстонской ССР : тезисы республиканской
конференции, Таллин, 15-16 октября 1986 г. 1986 / с. 136-139 https://www.ester.ee/record=b1231513*est

Обобщенные формулы для анализа лавинного умножения носителей заряда в pn-переходах
Velmre, Enn Automation, simulation & measurement : ASM'91 : 3rd biennal conference, Tallinn, October 7-11, 1991. Section S /
Tallinn Technical University 1992 / с. 172-183: ил

Определение параметров рекомбинационных центров из измерений волть-амперных характеристик p-n-
перехода
Velmre, Enn Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной 80-летию со дня изобретения
радио А. С. Поповым 1975 / с. 8 https://www.ester.ee/record=b1322122*est

Приближенный метод исследования переноса неравновесных носителей заряда в варизонных
полупроводниках с учетом перепоглощения рекомбинационного излучения
Velmre, Enn Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1987 / с. 12-14 https://www.ester.ee/record=b1262177*est

Приближенный расчет коэффициента переноса носителей заряда в условиях перепоглощения межзонного
рекомбинационного излучения
Velmre, Enn Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР.
Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics 1984 / lk. 87-94
https://www.ester.ee/record=b1264310*est

Применение интерполяционных кубических сплайнов при решении уравнения диффузии с учетом
перепоглощения межзонного рекомбинационного излучения
Velmre, Enn Расчет и проектирование измерительных преобразователей 1983 / с. 51-55

https://www.ester.ee/record=b1273235*est
https://www.ester.ee/record=b1264310*est
https://www.ester.ee/record=b2190710*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ffbd63ed-06d6-4bbb-9468-118f743cc87f
https://www.ester.ee/record=b1231513*est
https://www.ester.ee/record=b1322122*est
https://www.ester.ee/record=b1262177*est
https://www.ester.ee/record=b1264310*est


Применение численных моделей для усовершенствования технологии производства силовых
полупроводниковых приборов
Velmre, Enn; Udal, Andres; Freidin, Boris Системы автоматизированного проектирования изделий микроэлектроники, новые
методы и технологии микроминиатюрных элементов : Сборник докладов постоянно действующего семинара "Современная
технология производства приборов, средств автоматизации и систем управления" 1981 / с. 51-56

Применение численных моделей при разработке полупроводниковых приборов и технологии их изготовления
Velmre, Enn; Udal, Andres; Freidin, Boris Системы автоматизированного проектирования изделий микроэлектроники, новые
методы и технологии микроминиатюрных элементов : Сборник докладов постоянно действующего семинара "Современная
технология производства приборов, средств автоматизации и систем управления" 1981 / с. 51-56

Прогнозирование величины ударного тока при одномерном численном моделировании силовых
полупроводниковых структур
Velmre, Enn; Nurste, Ivar Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной
электроники : тезисы докладов республиканского совещания. Том I = Tahkekeha elektroonika elementide projekteerimise ja
katsetamise numbrilised meetodid ja vahendid : Vabariikliku nõupidamise ettekannete teesid. Köide I 1989 / с. 157-160 : ил
https://www.ester.ee/record=b1272248*est

Программа "Динамит-1" для одномерного численного моделирования тиристорных структур
Velmre, Enn; Udal, Andres Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1986 / с. 59-63 : ил
https://www.ester.ee/record=b1591355*est

Расчет коэффициента лавинного умножения резких кремниевых р-п-переходов
Velmre, Enn Acta polytechnica. řada 4, Technicko-teoreticka = Acta polytechnica. serija 4, Teoretičeskaja = Acta polytechnica.
series 4, Theoretical studies = Acta polytechnica. Reihe 4, Theoretische Reihe = Acta polytechnica. série 4, Théorique 1975 / с. 117-
122

Расчет коэффициента переноса неосновных носителей заряда в условиях перепоглощения межзонного
рекомбинационного излучения
Velmre, Enn Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва 24-26 ноября
1982 г. 1982 / с. 25 https://www.ester.ee/record=b1304403*est

Расчет коэффициентов лавинного размножения в резких кремниевых р-п переходах
Vaher, G.; Velmre, Enn Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио, Таллин,
1977 1977 / с. 49 https://www.ester.ee/record=b1313776*est

Расчет показателя степени в формуле Миллера
Velmre, Enn Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 11 1973 / с. 145-154 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190624*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d6e57925-e104-44e1-a218-c5b3110d9996

Сравнение статических параметров диодных структур из GaAs и InP
Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные
методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы
1981 / с. 30-31 https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей
Kukk, Vello; Plakk, Mari; Ubar, Raimund-Johannes; Kitsnik, Peeter; Viilup, Agu; Lohuaru, Tõnu; Jänes, Mart; Leis, Paul;
Maran, Mihkel; Jõers, Rein; Min, Mart; Parve, Toomas; Korsen, Viljo; Remmel, Ülo; Rang, Toomas; Velmre, Enn; Nurste,
Ivar; Bachverk, Aleksander; Kiitam, Andres 1977 https://www.ester.ee/record=b2190987*est

Физические аспекты учета влияния эффекта электронно-дырочного рассеяния при математическом
моделировании полупроводниковых структур
Velmre, Enn Машинное проектирование электронных устройств и систем 1988 / с. 166-174

Численное моделирование напряженности электрического поля и напряжения пробоя в полупроводниковой
структуре с двойной фаской
Velmre, Enn; Kuusik, E.; Tergem, Ilmar Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 50-58
https://www.ester.ee/record=b1264428*est

Численное моделирование неизотермических переходных процессов в арсенид-галлиевых диодных структурах
Velmre, Enn; Freidin, Boris Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал.
Радиоэлектроника 1984 / с. 86-88 https://www.ester.ee/record=b2768571*est

Численное моделирование неизотермических переходных процессов в силовых полупроводниковых приборах
при большой плотности прямого тока
Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-
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технический журнал. Радиоэлектроника 1989 / с. 80-82 https://www.ester.ee/record=b2768571*est

Численное моделирование неизотермических переходных процессов в силовых полупроводниковых приборах
при воздействии мощного импульса прямого тока
Velmre, Enn; Freidin, Boris Электронное моделирование = Electronic modeling : международный научно-теоретический
журнал 1983 / с . 73-76 https://www.ester.ee/record=b1291241*est

Численное моделирование переходных процессов в арсенид-галлиевых диодных структурах
Velmre, Enn; Freidin, Boris Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал.
Радиоэлектроника 1983 / с. 93-95 https://www.ester.ee/record=b2768571*est

Численное моделирование процесса выключения одномерных кремниевых тиристорных структур
Velmre, Enn; Udal, Andres Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 74-79
https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Численное моделирование процессов в полупроводниковых структурах с учетом рекомбинации через
многозарядные центры
Velmre, Enn; Opštški, A.; Udal, Andres Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА : тезисы
докладов. Том 1 1987 / с. 131-134 https://www.ester.ee/record=b1273986*est

Численное моделирование процессов включения и выключения диодной структуры на основе прямозонного
полупроводника
Velmre, Enn; Freidin, Boris Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей 1984 / с. 90-94
https://www.ester.ee/record=b1238033*est

Численное моделирование силовых полупроводниковых приборов
Velmre, Enn Измерение и моделирование в электронике 1987 / с. 49-64

Численное моделирование статических неизотермических процессов в кремниевых силовых диодных и
тиристорных структурах в открытом состоянии
Velmre, Enn; Udal, Andres; Freidin, Boris Всесоюзный научно-технический семинар "Повышение параметров силовых
полупроводниковых приборов на основе новых конструктивных решений и методов изготовления" (Запорожье, 1981) 1981 /
с.37-38

Численное моделирование температурных распределений в кремниевых силовых полупроводниковых
приборах при воздействии мощного импульса прямого тока
Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boriss Проблемы моделирования полупроводниковых структур и сложных схем на ЭВМ
1982 / с. 49-58

Численное моделирование тиристора, управляемого полем
Velmre, Enn; Piroženko, Aleksander Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной
электроники : тезисы докладов республиканского совещания. Том I = Tahkekeha elektroonika elementide projekteerimise ja
katsetamise numbrilised meetodid ja vahendid : Vabariikliku nõupidamise ettekannete teesid. Köide I 1989 / с. 153-156 : ил
https://www.ester.ee/record=b1272248*est

Численное моделирование ударного режима кремниевых тиристоров
Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boriss Измерение и моделирование в электронике 1987 / с. 78-88

Численное моделирование ударного режима силовых полупроводниковых приборов с учетом электронно-
дырочного рассеяния
Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА :
тезисы докладов. Том 1 1987 / с. 143-145 : ил https://www.ester.ee/record=b1273986*est

Численное моделирование физических процессов в одномерных кремниевых диодных структурах в
стационарном режиме
Velmre, Enn; Freidin, Boris; Udal, Andres Алгоритмы и программы : информационный бюллетень 1980 / с.?

Численное моделирование физических процессов в прямосмещенных структурах на основе прямозонных
полупроводников
Velmre, Enn; Freidin, Boris Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 25-31
https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Численное моделирование эксперимента Шокли-Хейнса
Velmre, Enn; Udal, Andres Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1986 / с. 49-53 : ил
https://www.ester.ee/record=b1591355*est
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Численное моделирование электротепловых процессов в силовых полупроводниковых приборах с учетом
электронно-дырочного рассеяния
Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Seleninov, Kazimir; Freidin, Boris Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы :
сборник статей. Часть II 1989 / с. 185-188 https://www.ester.ee/record=b1264433*est

Численное моделирование электрофизических процессов в полупроводниках с учетон электронно-дырочного
рассеяния
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